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Au cours des trente derniéres années, les nanosciences et les nanotechnologies ont conduit a des
besoins croissants de connaissance fondamentale en thermique et en énergétique a des échelles de
plus en plus petites, allant du micrometre au nanometre. En particulier, le développement de
nouveaux matériaux et systemes dépend de progres significatifs dans la compréhension du transport
de I'énergie a ces échelles. Les activités technologiques et commerciales de nombreux secteurs
industriels tels que les semi-conducteurs, I'aéronautique, I'aérospatiale et les technologies de
I'information sont profondément concernées.

Dans ce contexte, la technique de microscopie thermique a sonde locale™?(SThM pour « Scanning
Thermal Microscopy » en anglais) fait aujourd’hui partie intégrante du paysage de la micro et
nanothermique. Ce cours, dédié a aborder cette technique, sera constitué detrois parties distinctes.

o La premiére partie donnera une description globale de I'instrumentation et des différents modes
utilisés pour I'analyse de matériaux et de composants actifs (composants microélectroniques par
exemple). Nous verrons que différents types de sonde SThM sont disponibles: sondes
thermocouples, sondes résistives....IIs seront présentés mais le cours se concentrera
essentiellement par la suite sur les mesures avec une sonde SThM résistive.

o La deuxieme partie du cours exposera les facteurs d’influence sur la mesure SThM, c’est-a-dire sur
la réponse de la pointe a son interaction avec I'échantillon ; la discussion sera réalisée sur la base
d’un modele relativement simple.ll sera également question dans cette deuxieme partie du cours
de présenter les méthodologies utilisées pour étalonner la technique afin de réaliser des mesures
thermiques.

o Dans latroisiéme partie du cours, un cas concret d’analyse SThM d’une nanostructure® explicitera
les principales étapes d’une mesure et montera que la technique peut permettre d’étudier
simultanément différentes propriétés physiquesd’objets de dimension nanométrique.

Pour conclure ce cours, les principaux défis du développement de la SThM seront donnés.
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